KONTROLLU SALIM YAPAN SISTEMLER
VE SALIM MEKANIZMALARI

8. HAFTA



Etken Madde Aciga Cikis Kinetikleri

e Kontrolli salim yapan sistemlerden etken
madde aciga cikis mekanizmalarinin
degerlendirilmesinde dozaj formunun
hazirlanma teknolojileri gz dntinde
bulundurularak kinetik degerlendirme

vapilmahdir.



Sifir Derece Kinetik

C=Co-k, "t

Denklemde;

Cp : Baslangigtaki etkin madde miktari(mg)
C :t aninda ¢ozltinmeden kalan etkin madde miktari(mg)
kr” :Sifir derece salim hiz sabiti

t :zaman(sa)



Birinci Derece Kinetik

InC = InCo-k;t
Denklemde;

Cy : Baslangigtaki etkin madde miktari(mg)
C : tanminda ¢oziinmeden kalan etkin madde miktari(mg)
k; : Birinci derece salim hiz sabiti

t . zaman (sa)
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Higuchi Homojen Matris

Q =V D.t(2A-Cs)Cs

: Birim ylizeyden t zamaninda salinan etkin madde miktarl(mg/cmz)
: Homojen matris ortamindaki etkin maddenin diflizyon katsayisi (cm?*/s)
: Matriste birim hacimdeki etkin madde miktari(mg/ml)

: Etkin maddenin matris i¢indeki ¢oziintrligii(mg/ml)



Higuchi Heterojen Matris

Q =V D.g/1.(2A-g .Cs) Cs. t (Denkl

Denklemde;

Q : Birim yiizeyden t zamaninda salinan etkin madde miktari(mg/cm?)
D : Etkin maddenin ortam sivisindaki difiizyon katsayisi(cm?/s)

€ : Matrisin porozitesi(%)

Cs : Etkin maddenin ortam sivisi i¢indeki ¢oziintirliigii(mg/ml)

T : Kapiller sistemin biiktiimliiliik katsayisi(tortuosity)

A : Matriste birim hacimdeki etkin madde miktari(mg/ml)



opfenberg Kinetigi
Hopfenberg K g
Mt/Me=1-[1-Kk, t/C,a] "
Kullandigimiz sistemlerden tabaka i¢in n=1 alindiginda denklem
Mt/ Me=Kk,t/ C, a
Silindir i¢in n=2 alindiginda denklem:;
(1-Mt/Mw)"?=1-k, t/C,a
Kiire i¢in ise n=3 alindiginda denklem ;

(1-Mt/Mx)"=1-ko t/C,a



Bu denklemlerde;

: t aninda ¢ikan etkin madde miktari(mg)
- Toplam etkin madde miktari(mg)
: Baglangi¢ anindaki etkin madde konsantrasyonu(mg/ml)

: Diizlemin yar1 kalinhig1, silindir ve kiirenin yarigapi

: Salim hiz sabiti

: Sekil faktorii



Peppas Kinetigi

Mt/M. =kt"
Denklemde;

Mt : t aninda ¢ikan etkin madde miktari(mg)

M., .Toplam etkin madde miktari(mg)

Mt/M. : Etkin madde fraksiyonu

k : Salim yapan sistemin yapisal ve geometrik 6zelliklerini birlestiren bir sabit

n : Diflizyonal sabit



Etkin madde salimi difiizyon yam sira polimerik yapmin gevsemesi ve

degradasyonu ile gerceklesiyorsa Denklem 1.14. kullaniimaktadur,

Mt/Me =k, t o ¢



RRSBW

Coziinme hiz1 verilerini dogrusallastirmada sik¢a kullanilan RRSBW

kinetiginin genel formiilii ise denklem 1.15’de gdsterilmistir.

¢(r)=1-exp{-(t-74 )B}

Denklemde;
® : Coziinen etkin madde yiizdesi
T : Zaman(dk)
B : Sekil faktorii

T4 :etkin maddenin %63,2 ’sinin ¢oziinmesi i¢in gegen siire (dk)



Blae eaien gozunme hizi verilerinin  dogrusallastiriimasi yukaridaki bu

denklemin logaritmasi alinarak elde edilen denklem kullanilmaktadir.

log [In {1/ (1- ¢)}]=Plog T - Plog T 4

Aslinda denklem y=fx-+a seklinde bir denklem olup;

y=log [In {1/ (1-9)}],

x=log v’dir.

B dogru egimini, -f log 14 ise kesisim degerini vermektedir. Mukayese
faktorii temelde 7q yani etkin maddenin %63,2’sinin ¢6ziindiigii siire olmaktadir

(Lagenbucher , 1976).



